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KESAN PENDOPAN STRONTIUM DAN SAMARIUM TERHADAP SIFAT-
SIFAT DIELEKTRIK NICKEL OKSIDA

ABSTRAK

Nikel oksida (NiO) telah menarik perhatian ramai penyelidik untuk mengkaji
kegunaannya dalam aplikasi seperti filem elektrokromik, pemangkin, penderia gas,
diod dan sebagainya. Ini disebabkan oleh sifatnya yang mempunyai kestabilan kimia,
elektrik dan optik yang tinggi. Dalam kajian ini, kesan bahan dop ion strontium
(Sr**) dan ion samarium (Sm*®") ke atas sifat-sifat dielektrik NiO dikaji. Sifat-sifat
dielektrik yang dikaji ialah pemalar dielektrik, € dan kehilangan dielektrik, tan 3.
Sistem elektroseramik Ni(1Sr«O, Ni19SmxO dimana x = 0.01 sehingga 0.10 mol.%
dan Nigx)SrkSmyO, dimana x = 0.03, y = 0.01 sehingga 0.10 mol.% telah dihasilkan
melalui kaedah tindak balas keadaan pepejal. Sampel telah disinter pada suhu 1200
°C (3 jam tempoh rendaman). Ni-xSrkO disinter pada suhu 1100 sehingga 1300 °C
(1, 3, 6 and 10 jam tempoh rendaman). Suhu pensinteran 1200 °C dengan tempoh
rendaman selama 3 jam telah dikenalpasti sebagai parameter pensinteran yang
optimum dalam pembentukan Ni-xSrO. Ujian pembelauan sinar x-ray (XRD) ke
atas sampel yang disinter menunjukkan pembentukan fasa Ni-xSrkO, Niga9SmxO
dan  Nigxy)SrSmyO. Pemerhatian menggunakan mikroskop imbasan elektron
pancaran medan (FESEM) ke atas sampel Ni(1-xSrkO menunjukkan saiz butiran Ni-
»SrkO semakin membesar dengan peningkatan suhu pensinteran dan tempoh
rendaman. FESEM diulang untuk NigSmyO dan Nigxy)SrSmyO. Ketiga-tiga
sistem menunjukkan saiz butiran semakin besar dengan penambahan bahan dop.
Ketumpatan Nig-xSrkO, Ni0SmyO dan Nig..)SrSmyO semakin meningkat dengan

penambahan bahan dop Sr** dan Sm*', dan keliangan semakin menurun dengan

XXii



peningkatan kepekatan bahan dop (X, y). Sifat-sifat dielektrik diukur pada julat
frekuensi (1 sehingga 1000 MHz). Peningkatan &, dikaitkan dengan penurunan tan 4.
Komposisi optimum bagi NigxSrkO dan NigxSmxO dapat dilihat pada sampel x
bersamaan 0.03 dan 0.05 mol.% dengan &, (3.24 x 10° dan 4.85 x 10%) tertinggi dan
tan & (1.42 dan 0.19) terendah pada 1 MHz. Komposisi optimum untuk Nig.x
»SkSMyO adalah pada sampel y bersamaan 0.03 mol.% dengan & (5.41 X 10%)

tertinggi dan tan 6 (0.13) terendah pada 1 MHz.
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